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ADSTFTＧLCD贴合产品按压漏光研究及改善

桂继维,胡　亮∗,李利杰,洪性坤,董天松,刘　洋,章　亭,聂学政,王维维
(福州京东方光电科技有限公司,福建 福州３５００００)

摘要:按压漏光是发生在ADSTFTＧLCD贴合产品上的一种漏光不良,本文对８．５G工厂１２２５mm (５５in)产品按压漏光

的发生原因进行分析,发现漏光为玻璃基板固定位置受外部应力作用形变导致.同时分析了辅助封框胶排布、封框胶固

化前外部应力对基板的影响等.通过改变翻转台运动方式,能有效改善按压漏光发生程度,按压漏光发生等级由Level２
(L２,客户不接受等级)下降至 Level１(L１,客户接受等级).该方法的首次导入,为后续其他产品漏光的解决提供了

思路.
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ImprovementofpresslightＧleakageinADS
TFTＧLCDjointproduction
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LIUYang,ZHANGTing,NIEXueＧzheng,WANG WeiＧwei

(FuzhouBOEOptoelectronicsTechnologyCo．,Ltd．,Fuzhou３５００００,China)

Abstract:PresslightＧleakagewasadefectinthejointproductionofADSTFTＧLCD．Inthispaper,the
causesofpresslightＧleakagein１２２５mm(５５in)productbasedon８．５Gfactoryareanalyzed．Itis
foundthatthelightＧleakageoffixedpositioniscausedbyexternalstressdeformation．Atthesame
time,theinfluenceofthepatternofsealantonglass,andthestressofglassbeforesealantcuredare
studied．ThedefectiseffectivelyimprovedbychangingthemotionmodeofturnＧover,thelightＧleakＧ
ageleveldroppedfromthesecondleve２(L２,thephenomenonofcustomersdon＇taccept)tothefirst
level(L１,thephenomenonofcustomersaccept)．Inaddition,themethodisimplementedforthefirst
time,andprovidesanideaforsolvinglishtＧleakageforotherproducts．
Keywords:presslightＧleakage;stressofglass;deformation;turnＧover

１　引　　言

　　近年来,薄膜晶体管液晶显示器(TFTＧLCD)

以环保、轻薄、高性能等优点,广泛应用于手机、电
脑、电视等电子显示产品中[１Ｇ６].TFTＧLCD有多

种显示模式,如扭曲向列型(TN)、垂直排列型

(VA)、平面转换型 (IPS)、高级超维场转换型



(ADS)等.VA、IPS和 ADS模式因其具有广视

角、高透过率和高对比度等优点,多应用在电视和

显示器等产品上.随着液晶显示技术的发展,人
们对液晶显示器显示品质要求不断提高.漏光是

影响画面显示品质的一种常见不良,按压漏光是

发生在贴合产品上的一种漏光不良.产生漏光的

原因有很多,与玻璃材料、液晶模式、机械结构等

方面都有关系[７].一般认为,漏光发生的原因主

要有两种:一种是阵列(TFT)基板和彩膜(CF)基
板对盒偏移造成,当 TFT基板和CF基板对盒偏

移量过大时,CF基板上黑矩阵(BM)无法有效遮

挡背光,造成漏光,通过优化对盒精度可进行改

善[８].另一种是 ADS模式受到外部应力作用导

致基板形变造成,由于玻璃的光弹性产生相位差,
同时 ADS和IPS模式的液晶各项异性会放大玻

璃受压产生的相位差,产生漏光[９Ｇ１０].按压漏光

产生原因偏向第二种.
本文针对８．５G工厂１２２５mm(５５in)贴合产

品出现按压漏光,通过研究各外力因素验证其对按

压漏光的影响,发现了导致按压漏光发生的原因,
即真空对盒机机械手 (Vacuum AssemblySystem
RobotHand,VASR/B)和紫外固化机机械手(UV
CureRobotHand,UCR/B)在搬送过程中对玻璃

基板产生应力导致基板固定位置形变.通过导入

翻转台(TurnOver,T/O)不翻转工艺,降低了按压

漏光的发生等级,有效提高了产品品质.

２　实验数据

图１　按压漏光在面板上的位置

Fig．１　PositionofpresslightＧleakageinpanel

２．１　现象描述

实验测试用的玻璃基板由 TFTＧLCD生产工

艺制备,样品分别来源于不同工艺条件生产的

１２２５mm(５５in)产品基板.在客户端组装成整

机后显示屏(面板)的短边固定区域按压后漏光,

在实验室灯箱上按压面板短边可复现漏光现象,
漏光区域集中发生在面板短边位置,如图１所示.
不良现象主要集中在 A/C面板,如图２所示.

图２　按压漏光在玻璃上的位置

Fig．２　GlassmappingofpresslightＧleakage

２．２　液晶盒厚测定

取按压漏光不良屏,分别测量正常区域及不良

区域切割前后的液晶盒厚(CellGap)和扭曲角

(TwistAngle),根据图３所示,无论切割前或是切

割后不良区域与正常区域盒厚值差异较小,不良区

域扭曲角在切割前较正常区域大,如图４所示.在

不良区域将CF侧玻璃切断后,玻璃基板应力逐渐

释放,不良区和正常区的扭曲角逐渐缩小,说明按

压漏光区域,液晶的扭曲角受到应力影响.

图３　切割前后盒厚测量值示意图

Fig．３　Measurementofcellgapbeforeandaftercutting

图４　切割前后扭曲角测量值示意图

Fig．４　Measurementoftwistanglebeforeandaftercutting
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２．３　封框胶干宽测定

封框胶的主要作用是粘结 TFT 和 CF基板

形成液晶盒,由于封框胶中加入部分添加物,封框

胶对保证液晶面板盒厚均一性有一定的作用[９].
选取不良屏,对不良区域的封框胶宽度进行测量,
测量条件为:在面板短边两侧各选取１２个测量点

位,长边两侧选取６个测量点位,共３６个点.测

量结果如图５所示.测量结果显示,不良屏四周

的封框胶宽度数据稳定,均一性较好,不良区与正

常区封框胶宽度无明显差异.由此可见,封框胶

宽度与按压漏光无明显关联.

图５　封框胶宽测量结果

Fig．５　Measurementofsealantwidth

图６　翘曲量测量结果

Fig．６　Measurementofbending

２．４　翘曲度测定

分别取正常屏和不良屏测定漏光位置玻璃基

板翘曲情况.如图６所示,CF侧朝上时,正常屏

的翘曲量基本上在０~０．１mm 之间.而不良屏

漏光严重区域翘曲量大于０．２５mm,非严重区域

玻璃基板翘曲量均在０~０．１mm 之间.正常屏

与不良屏漏光位置的同一区域基板翘曲量差异约

０．１~０．１５mm,与此同时,不良屏的漏光区域相

比正常区域基板翘曲量差异近０．１~０．１５mm.
说明按压漏光可能是由于基板异常翘曲造成.为

了确认按压漏光趋势与基板翘曲是否匹配,取不

同漏光屏,在面板短边各取１０个点,测量其翘曲

量,并与漏光位置进行匹配,结果如图７所示.根

据匹配结果可知,翘曲量偏高区域与漏光区域基

本重合,因此,基板翘曲量偏大,应是造成该款产

品出现漏光的原因之一.

图７　翘曲量匹配结果

Fig．７　Glassmappingofbending

２．５　实验结果分析

根据前面的现象和测量数据可知,漏光区域

基板翘曲较大,不良区域扭曲角较大,切割后扭曲

角逐渐减小,按压漏光与基板形变有关.
根据玻璃光弹性理论[１０]:玻璃在外力作用下

会发生形变,出现双折射现象,产生相位延迟.在

ADS模式,基板未受到外力时,液晶分子水平排

列,光通过沿着垂直液晶分子排布方向射入后,振
动方向不发生偏转,扭曲角趋近于０°.当液晶分

子受到外力挤压时,液晶分子扭曲角发生变化,光
线经过 TFT侧偏光片(Polarizer,POL)、TFT侧

玻璃、液晶层、CF玻璃及偏光片,产生叠加的相

位延迟,光线发生偏转,上偏光片无法完全遮光,
发生漏光,如图８所示.与此同时,图４、图６和

图７测量结果验证了上述理论,因此玻璃固定位
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置受到外力作用导致形变是这次按压漏光发生的

根本原因.

图８　ADS模式下液晶偏转状态

Fig．８　DeflectionofliquidcrystalstateinADSmode

３　结果与讨论

前文分析得知,玻璃固定位置受外力影响形

变是造成本次漏光发生的原因,因此确认外力产

生位置,减少玻璃基板形变是改善漏光的总体方

向.本次漏光发生在切割前对盒基板的固定位

置,首先排除切割工艺的影响.封框胶完全固化

后,基板形变会固定,因此减少封框胶固化前玻璃

的形变是本次改善的重点.辅助封框胶会影响基

板受力[１１],封框胶固化前与基板接触的设备也可

能对基板产生应力,包括 VAS下支撑杆(Pin)、
VASR/B、UCR/B、T/O[１２Ｇ１３]等,因此主要针对

上述两个方面验证其对按压漏光的影响.
３．１　辅助封框胶排布对按压漏光的影响

参考其他１２２５mm(５５in)未发生不良产品

的辅助封框胶设计,在１２２５mm(５５in)贴合产

品上使用,如表１所示.两种设计的辅助封框

胶在面板的排布有所不同:量产设计周边辅助

封框胶贯穿整条边,A 系列和 B系列之间、B系

列和 C系列之间多一条横向辅助封框胶,新设

计中所有辅助封框胶接口处均断开.辅助封框

胶能够支撑对盒基板在搬送过程中的偏移以及

有效防止 TFT和 CF基板剥离,量产设计中辅

助封框胶在 A、B系列和 B、C系列之间增加一

条辅助封框胶能更加有效地固化上下基板,防
止基板偏移及剥离,故理论上量产设计辅助封

框胶排布能更有效地减少外力影响,实际是量

产设计产品反而发生按压漏光,因此辅助封框

胶排布应不是造成基板受力不均的原因.变更

新设计后,漏光等级并未减轻或消失,进一步验

证了上述判断.

表１　辅助封框胶排布对漏光的影响

Tab．１ 　Influence of dummy seal pattern on press
lightＧleakage

量产设计 新设计

辅助封框胶排布

漏光等级 Level２↑ Level２↑

３．２　封框胶固化前外部应力作用对按压漏光的

影响

　　在液晶滴注(OneDropFill,ODF)制程工艺

中,TFT和CF基板对盒后,通过 VASR/B取出

成盒基板,经过T/O翻转再通过 UCR/B搬送进

入紫外固化炉进行固化[１４].通过对比发现,不良

发生位置与 UCR/B有明显接触点,如图９所示.
因此首先讨论 UCR/B对基板应力的影响.

图９　UCR/B与玻璃不良位置图示

Fig．９　GlassmappingofUCR/Bwithdefect

图１０　旋转１８０°前后漏光位置

Fig．１０　LightＧleakagepositionbeforeandafterrotating１８０°

３．２．１　UCR/B对漏光不良的影响

将成盒基板旋转１８０°,确认旋转后不良位置

是否会发生变化,结果如图１０所示.玻璃基板旋

转１８０°后,漏光位置具有一定的对称性,基本与

１１８第８期 　　　　　桂继维,等:ADSTFTＧLCD贴合产品按压漏光研究及改善



旋转前漏光位置一致.旋转后,UCR/B与基板

干涉点并无明显变化,考虑到 UCR/B和基板接

触的对称性,说明 UCR/B支撑点可能与本次漏

光有关联.尝试对 UCR/B做降速处理,在实验

室观察漏光效果,如表２所示.对 UCR/B降速

处理后,不良程度并未减轻,因此UCR/B搬送速

度不是造成本次按压漏光的原因.

表２　UCR/B对漏光不良的影响

Tab．２　InfluenceoflightＧleakagebyUCR/B

No 测试条件 漏光等级

０ 量产条件(未降速) L２

１ UCR/B速度降低９％ L２↑

２ 基板旋转１８０° L２

３．２．２　VAS下 Pin及 VASR/B对漏光不良的

影响

　　TFT 和 CF 基板 VAS 设备成盒后,需由

VAS下Pin升至与 VASR/B交互位置,由 VAS
R/B取出成盒基板.在下Pin上升过程中,基板

会受到下Pin向上的应力,为了确认基板排出时

VAS下Pin及 VASR/B对基板受力的影响,针
对 VAS下 Pin上升速度及 VASR/B取放速度

进行调整测试,测试结果如表３所示.
根据表３可知,无论是 VAS下Pin上升速度

降低还是 VASR/B取放速度降低,或者是二者

同时降速,５个测试条件均对按压漏光无改善效

果,说明 VAS下Pin上升速度及 VASR/B取放

速度不是造成按压漏光的原因.

表３　VAS下Pin及VASR/B速度对漏光不良的影响

Tab．３　InfluenceofVASunderPinandVASR/BonlightＧleakage

No 测试条件 漏光等级

０ 量产条件(１０００mm/min) L２↑

１ VAS下Pin速度５００mm/min L２↑

２ VAS下Pin速度１００mm/min L３

３ VASR/B手臂取放片速度３０％ L２

４ VASR/B取放片速度９％ L２

５ VASR/B取放片速度９％&VAS下Pin速度１００mm/min L２

３．２．３　T/O 对漏光不良的影响

成盒基板在翻转过程中,由 T/O 下基台支

撑 Pin承接对盒基板,同时支撑 Pin对基板进

行真空吸附,T/O 上基台的承接 Pin下降,上

下基台的承接 Pin对成盒基板施加压力,T/O
进行翻转,支撑 Pin翻转后 在 基 板 上 部,承 接

Pin在基板下部,支撑 Pin放气,基板因重力下

落至承接 Pin,再由 UCR/B取出,因此 T/O的

翻转模式以及支撑 Pin和承接 Pin之间的高度

差值(Gap)也是影响基板受力的原因.为了确

认 T/O翻转与否以及支撑Pin和承接Pin之间

的 Gap对漏光不良的影响,进行以下测试,如

表４所示.
根据表４可知,在进行 T/O 不翻转测试时,

基板固定位置漏光等级为Level１↑级,而Gap值

调整后,基板固定位置发生的不良严重性均大于

Level２级,故通过 T/O 不翻转生产能有效减轻

漏光的发生,而T/OGap值降低对减轻漏光不良

的发生并无效果.结果表明,该不良的发生与 T/

O和支撑Pin及承接Pin之间的 Gap值无关,与
T/O是否翻转有一定的关系.

表４　T/O对漏光不良的影响

Tab．４　InfluenceofT/OonlightＧleakage

No 测试条件 漏光等级

０ 量产条件(Gap３mm) L２↑

６ T/OGap值５mm L２

７ T/OGap值２．５mm L２

８ T/O不翻转 L１↑

为确认T/O不翻转是否对基板受力有改善作

用,取显示屏进行翘曲量测量,测量结果如图１１所
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示.对比图１２,T/O不翻转模式生产成盒基板翘

曲量最大值为０．２mm,而量产模式最大翘曲量达

０．３mm,很明显T/O不翻转模式生产的成盒基板

的变形更小.对比改善前后漏光现象,如图１３所

示,翘曲量减小后,漏光程度明显下降,整体达到客

户认可水平.因此T/O不翻转能有效改善玻璃形

变量,是改善漏光不良的有效方法之一.

图１１　T/O不翻转条件下的玻璃翘曲量

Fig．１１　Glassbendingofnonoverturntype

图１２　量产条件下的玻璃翘曲量

Fig．１２　GlassbendingofMPtype

图１３　改善前后的漏光现象

Fig．１３　LightＧleakagebeforeandafterimprovement

３．３　改善机理研究

已明确 T/O不翻转模式是改善漏光不良的

有效方式之一,但不良发生位置与 T/O 上的支

撑点并无明显干涉.在前文已讨论过 UCR/B
上的支撑点与漏光位置匹配,可能与漏光不良

有一定的关联性.对不良位置与 VASR/B进

行匹配,如 图 １４ 所 示,漏 光 严 重 位 置 与 VAS
R/B间距较大的区域高度匹配.通过模拟基

板在 VASR/B和 UCR/B上的受力情况,如图

１５、１６所示,发现基板在 VASR/B和 UCR/B
上有受力叠加.VASR/B取出基板后,由于机

械手臂中间位置无支撑面,导致基板下垂,翻

转后 UVR/B对该位置施加向上作用力,导致

不良位置形变叠加,出现漏光.
针对 VASR/B间距过大问题,需增加 VAS

R/B对基板的支撑作用.但由于机械手臂与

VAS设备内Pin的排布有干涉,已无位置在机械

手臂上添加鱼骨加强支撑.UCR/B间距因涉及

T/O上的吸附垫片及 UV 设备内Pin位置干涉,
也无法短期进行改善.最后通过导入 T/O 不翻

转模式,有效改善了固定位置形变过大的问题,减
轻了漏光不良发生程度.

图１４　VAS机械手与基板不良位置匹配

Fig．１４　GlassmappingofVASrobotwithdefect

图１５　基板在 VAS机械手手臂上

Fig．１５　GlassonVASrobotupperhand

图１６　基板在 UV机械手手臂上

Fig．１６　GlassonUVrobothand
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４　结　　论

本文探讨了８．５G工厂１２２５mm(５５in)贴合

产品按压漏光问题,通过对影响按压漏光的各项

因素进行分析,验证了辅助封框胶、UCR/B取放

速度、VAS下Pin上升速度及 VASR/B取放速

度、T/O Gap及 T/O 运动方式对按压漏光的影

响.结果证明,T/O不翻转模式对改善按压漏光

有较好的效果,漏光等级从 L２下降至 L１.结合

对实际生产的影响和对比各项改善方案,成功导

入 T/O不翻转的运营方式,有效降低了按压漏光

发生等级,为后续解决贴合产品类似问题积累了

丰富经验,具有较高的参考价值.
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